VERTRAG U£CR DIE INTERNATIONALE ZUS/^J 
DEM GEBIET DES PATENTWE^P 

PCT 

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT) 


ENARBEIT 
S 


Aktenzeichen des Anmetders Oder Anwalts 

7391 PCT 

WEITERES siehe Mitteilung uber die Ubermittlung des internationalen 

Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit 
VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5 

Internationales Aktenzeichen 

PCT/EP 00/09199 

Internationales Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 

20/09/2000 

(Fruhestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

29/09/1999 

Anmelder 

CARL ZEISS JENA GMBH 


Dieser international Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehdrde erstelltund wird dem Anmelder gemSB 
Artikel 18 ubermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Buro ubermittelt. 

Dieser internationale Recherchenbericht umfaBt insgesamt _3 Blatter. 

[Xj Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unteriagen zum Stand der Technik bei. 


1 . Grundlage des Berichts 

a. Hinsichtiich der Sprache ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache 
durchgefuhrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 


□ 


Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behdrde eingereichten Ubersetzung der internationalen 
Anmeldung (Regel 23.1 b» durchgefuhrt worden. 

b. Hinsichtiich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 
| | in der internationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist. 

zusammen mitder internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 
bei der Beh6rde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 
bei der Behdrde nachtrSglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfaBten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, 
wurde vorgelegt. 

Bestimmte Anspruche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I). 
Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II). 


□ 
□ 
□ 
□ 

□ 


□ 
□ 


Hinsichtiich der Bezeichnung der Erfindung 

|~X~| wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
| | wurde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt: 


5. Hinsichtiich der Zusammenfassung 

|Y] wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behdrde festgesetzt. Der 
I I Anmelder kann der Behorde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen 

Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 

6. Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentlichen: Abb. Nr. PA 


| | wie vom Anmelder vorgeschlagen Q keinederAbb. 

[X[ weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
| | weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 


Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 1) (Juli 1998) 


INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 


Int^S^tionales Aktenzelchen 

!P 00/09199 


A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 7 G02B21/16 G02B5/02 


Nach der Internationalen Patenlklassifikalion (IPK) Oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK 


Intention 

mi 


B. RECHERCHIERTE GEBIETE 


Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Kiassifikationssymbole ) 

IPK 7 G02B 


Recherchierle aber nicht zum Mindestprufstoff gehdrende Veroffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen 


Wahrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 

EPO-Internal , INSPEC, PAJ, WPI Data, IBM-TDB 


C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 


Kategorie 0 Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle 


Betr. Anspruch Nr. 


INSPEC Abstract of 

"Pribory i Tekhnika Eksperimenta" 

July/Aug. 1990, USSR 

Vol. 33, Nr. 4, P. 223-224 

A. D. Kudanov et al . : 

"Low-loss diffusing element for 

suppression of spurious interference from 

laser illuminator" 

XP002160840 

das ganze Dokument 

US 4 256 363 A (BRIONES ROBERT A) 
17. Marz 1981 (1981-03-17) 
Spalte 1, Zeile 60 -Spalte 2, Zeile 27; 
Abbildung 1 

-/-- 


1,3-5 


1,3-5 


m 


Weitere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 


Siehe Anhang Patentfamilie 


0 Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen 

'A' Veroffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 

"E" alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen 
Anmeldedatum veroffentlicht worden ist 

Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Priorttatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen, Oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden 
soil oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

"O" Veroffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine Ausstellung Oder andere MaBnahmen bezieht 

•P* Veroffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist 


' Spatere Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum 
Oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips Oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 

' Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu oder auf 
erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

' Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wind und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 

' Veroffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist 


Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 


20. Februar 2001 


Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 


06/03/2001 


Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde 
Europaisches Patentamt, P. B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 


Bevollmachtigter Bediensteter 


Sarneel } A 
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INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 


Ml 


C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 


nt^^t Ion ales Aktenzelchen 

f^PEP 00/09199 


Kategorie 0 Bezeichnung der Ver6ffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betrachl kommenden Teile 


Betr. Anspruch Nr. 


"REDUCTION OF COHERENCE-RELATED NOISE IN 
LASER BASED IMAGING SYSTEMS" 
IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, US, IBM 
CORP. NEW YORK, 
Bd. 37, Nr. 12, 

1. Dezember 1994 (1994-12-01), Seiten 

469-472, XP000487855 

ISSN: 0018-8689 

Seite 470, Absatze 1,2 

EP 0 589 179 A (TEXAS INSTRUMENTS INC) 

30. Marz 1994 (1994-03-30) 

Spalte 2, Zeile 15 -Spalte 3, Zeile 50 


1,3-5 


1,3-5 


Formblatt PCT/IS/V210 (Fortsetzung von Blatl 2) (Juli 1992) 


Seite 2 von 2 


INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

) on patent family members 


Patent document 
cited in search report 


Publication 
date 


Int^iatlo 


itlonal Application No 

P 00/09199 


Patent family 
member(s) 


Publication 
date 


US 4256363 


17-03-1981 


NONE 


EP 0589179 

A 

30-03-1994 

US 

5313479 A 

17-05-1994 




CN 

1083932 A,B 

16-03-1994 




DE 

69317027 D 

26-03-1998 




DE 

69317027 T 

23-07-1998 




JP 

6208089 A 

26-07-1994 


Form PCT/ISA/210 (patent famity annex) (July 1992) 


ANTRAG 


Der Unterzeichnete beantragt, daB die vorliegende 
internationale Anmeldung nach dem Vertrag Ober die 
internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des 
Patenrwesens behandelt wird. 


| Anmeldcamt auszufullen 


International es Aktenzeichen 


Internationales Anmeldedatum 


Name des Anmeldeamts und "PCT, International Application*' 


Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts (falls gewiinscht) 
(max, 1 2 Zeichen) 739]^ PCT 


Feld Nr. I BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG 


"Mikroskop, vorzugsweise zur Inspektion bei der Halbleiterf ertigung" 

Feld Nr. II ANMELDER 

Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristiscken Personen vollstandige amtliche Bezeichnung. 
Bei der Anschrift sind die Postleitzahi und der Name des Stoats anzugeben. Der in diesem Feld in der 
Anschrift angegebene Staat ist der Stoat des Sines oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein 
Stoat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) 

Carl Zeiss Jena GmbH 
Carl-Zeiss-Promenade 10 

07745 Jena 
DE 

I 1 Diese Person ist 
^ — ' gleichzeitig Erfinder 

Telefonnr.: 

(03641) 64-2400 

Telefaxnr.: 

(03641) 64-2469 

Fernschreibnr.: 

331545 


Staatsangehorigkeit (Staat): 
DE 


Sitz oder Wohnsitz (Staat): 
DE 


Diese Person ist Anmeider 1 1 a ile Bestim- 

I I 


fur folgende Staaten: 


mungsstaaten 


j «j alleBestimmungsstaatenmit Ausnahme 
1 zj der Vereinigten Staaten von Amerika 


□ nur die Vereinigten 
Staaten von Amerika 


□ die im ZusatzfeJd 
angegebenen Staaten 


Feld Nr. Ill WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER 


Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristiscken Personen vollstandige amtliche Bezeichnung. 
Bei der Anschrift sind die Postleitzahi und der Name des Staats anzugeben, Der in diesem Feld in der 
Anschrifi angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein 
Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist) 

ENGEL 9 Thomas 
Urbicher Weg 88 

99102 Erfurt-Niederaissa 
DE 


Diese Person ist: ^ 
| | nur Anmeider . 

|x j Anmeider und Erfinder 

□ nur Erfinder (Wird dieses Kastchen 
angekreuzt, so sind die nachstehenden 
Angaben nicht notig.) 


Staatsangeherigkeit (Staat): 
DE 


Sitz oder Wohnsitz (Staat): 
DE 


Diese Person ist Anmeider 1 1 a n c Bestim- 

furfolgendc Staaten: | | mungsstaaten 


□ alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme 
der Vereinigten Staaten von Amerika 


nur die Vereinigten 
Staaten von Amerika 


□ die im Zusatzfeld 
angegebenen Staaten 


1 x| Weitere Anmeider und/oder (weitere) Erfinder sind auf emem Fortsetzungsblatt angegeben. 


Feld Nr. IV ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER; ODER ZUSTELLANSCHRIFT 


Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden, um fur den (die) Anmeider ( 1 a-^u I 1 gememsamer 

vor den zustSndigen internationalen BehCSrden in folgender Eigenschaft zu handeln als: I I /vnwa11 | | - 


Vertreter 


Name und Anschrift: (Familienname. Vorname; . bei juristischen Personen vollstandige amtliche 
Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahi und der Name des Staats 
anzugeben.) 

Carl Zeiss Jena GmbH 
Carl-Zeiss-Promenade 10 

07745 Jena 
DE 


Teiefonnr.: 

(03641) 64-2400 


Telefaxnr.: 

(03641) 64-2469 


Fernschreibnr.: 

331545 


□ Zustellanschrift: Dieses Kastchen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt ist und start dessen im 
obigen Feld eine spezielle Zustellanschrift angegeben ist. 


FormblattPCT/RO/101 (Blatt lj(Juli 1998) 


Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular 


Blatt Nr. 

rorueizung von reiu pir. ill w i jlK.il, A.r^lvit,JUJUJbJK UJND/OllEK. (WJbl I L-KJlj JLKJrliNjDtK 

»7rrf keines der folgendert Felder benum, so sollte dieses Blatt dem Antrag nicht beigefugt werderu 

Name und Anschnft: (Familienname. Vorname; bet jurist ischen Personen vollstdndige amtliche Bezeichnung 
Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats- anzitgebeit Der in diesem Feld in der 
Anschnft angegebene Staat ist der Staat des Sines oder Wohnsitzes des Anmelders. sqfern nachstehend kein 
Stoat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) 

HARNISCH,. Wolfgang 
Am Miillergraben 4 

07778 Lehesten 
DE 

Diese Person ist: 
| | nur Anmelder 

|x 1 Anmelder und Erfinder 

1 1 nur Erfinder (Wird dieses Kastchen 

1 1 angekreuzt, so sind die nachstehenden 

Angaben nicht notig.) 

Staatsangehdrigkeit (Staat): 
DE 

Sitz oder Wohnsitz (Staat): 
DE 


Diese Person ist Anmelder i i a u e B estim- 1 I allc Besummungsstaaten mit Ausnahme f— | nur die Vercinigicn 1 1 die im Zusatzfeld 

rurtolgende Staaten: | | mungsstaaten L_l der Vereinigten Staaten von Amerika £ | Staaten von Amerika I 1 angegebenen Staater 

Name und Anschnft: (Familienname, Vorname; beijuristischen Personen vollstdndige amtliche Bezeichnung. 
Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in aer 
Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders. sqfern nachstehend kein 
Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) 

SCHELER, Roland 

Rudolf. -Breitscheid-Str. 9 

07747 Jena 
DE 

Diese Person ist: 
| [ nur Anmelder 

]x | Anmelder und Erfinder 

| | nur Erfinder (Wird dieses Kastchen 

1 1 angekreuzt, so sind die nachstehenden 

. Angaben nicht notig) 

Staatsangehorigkeit (Staat): 
DE 

Sitz oder Wohnsitz (Staat): . ! 
DE ; 

" 2 ic i C , Pcre ? n o IStAllmelder 1 Idle Bestim- 1 I alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme [ — I nur die Vereinigten 1 1 die im Zusatzfeld ! 

fur folgende Staaten: | | mungsstaaten | | der Vereinigten Staaten von Amerika £C | Staaten von Amerika I I angegebenen Staaten, j. 

Name und Anschrift: /Familienname, Vorname; bei jurist ischen Personen vollstdndige amtliche Bezeichnung. 
Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der 
Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein 
Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) 

Diese Person ist: 
[ | nur Anmelder 

' I 1 Anmelder und Erfinder 

T - 1 nur Erfinder (Wird dieses Kastchen 

! 1 angekreuzt, so sind die nachstehenden 

Angaben nicht notig.) 


Staatsangehorigkeit (Staat): . 

Sitz oder Wohnsitz (Staat)': 

Diese Person istAnmelder i lalle Bestim- j 1 aJ I eBestimmungsstaaten mit Ausnahme 1 | nur die Vereinigten 1 1 die im Zusatzfeld 

fur folgende Staaten: | (mungsstaaten | | der Vereinigten Staaten von Amerika |_J Staaten von Amerika | | angegebenen Staaten 

Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstdndige amtliche Bezeichnung. 
Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in aer 
Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders. sofern nachstehend kein 
Staat des Sttzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) 

Diese Person ist: 
| | nur Anmelder 

| | Anmelder und Erfinder 

1 I nur Erfinder (Wird dieses Kdstchen 

i 1 angekreuzt. so sind die nachstehenden 

Angaben nicht notig.) 

Staatsangehorigkeit (Staat): 

Sitz oder Wohnsitz (Staat): 

j* e ? cP ^ nistAnme,dcr 1 lalle Bestim- | 1 alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme | 1 nur die Vereinigten | 1 die im Zusatzfeld 

rarroigenae Staaten: | | mungsstaaten I I der Vereinigten Staaten von Amerika | | Staaten von Amerika [ | angegebenen Staaten 

I 1 Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem zusatziichen Fortsetzungsblatt angegeben. 


Forrnblatt PCT/RO/101 (Fortsetzungsblatt) (Juli 1 998) Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular 


Feld Nr. V BESTIMMU 


B\i0Nt 


N STAATEN 


W 

pmnendi 


.9 Absatz a wcrden hiermit vorgenommen (bine die entspre&ienden Kdstchen ankreuzen; wenigstens tin Kastchen 


Die folgenden Bestimmungen nach 1 
mufi angekreuzt werden) : 

Regionales Patent 

□ AP ARIPO-Patent: GH Ghana, GM Gambia, KE Kenia, LS Lesotho, MW Malawi, SD Sudan, SZ Swaziland, 

UG Uganda, ZW Simbabwe und jeder weiterc Staat, der Vertragsstaat des Harare-Protokolls und des PCT ist 

□ EA Eurasisches Patent: AM Armenien, AZ Aserbaidschan, BY Belarus, KG Kirgisistan, KZ Kasachstan, MD Republik 

Moldau, RU Russische Federation, TJ Tadschikistan, TM Turkmenistan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des 
Eurasischen Patentflbereinkommens und des PCT ist 
0 EP Europaisches Patent: AT Osterreich, BE Belgien, CH und LI Schweiz und Liechtenstein, CY Zypern, 
DEDeutschlancUDKDanemar^ESSpaniea.FIFinnland^FRFrankreic^GB VereinigtesK6nigreich,GRGriechenland, 
IE Iriand, IT Italien, LU Luxemburg, MC Monaco, NL Niederlande, PT Portugal, SE Schweden und jeder weitere Staat, 
der Vertragsstaat des Europaischen Patentubereinkommens und des PCT ist 

□ OA OAPI-Patent: BF Burkina Fasb,BJ Benin, CFZentraiafrikanischeRepub!ik,CG Kongo, CI Cote d*Ivoire,CM Kamerun, 

GA Gabun, GN Guinea, ML Mali, MR Mauretanien, NE Niger, SN Senegal, TD Tschad, TG Togo und jeder weitere 
Staat, der Vertragsstaat der OAPI und des PCT ist (falls eine andere Schutzrechtsart oder tin sonstiges Verfahren gewunschr wird, bine 

auf der gepunkteten Linie angeben) ; 

Nationales Patent (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges Verfahren gewunscht wird. bine auf der gepunkteten Linie angeben); 


□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
.□ 
m 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 


AL Albanien 
AM Armenien . . . 
AT Osterreich . . . 
Austral i en ... 
Aserbaidschan 


AU 
AZ 
BA 
BB 
BG 
BR 
BY 
CA 


□ 
□ 
□ 
□ 
□ 


LS 
LT 
LU 
LV 


Lesotho . . - 
Litauen 
Luxemburg 
Lettland 


Bosnien-Herzegowina □ 

Barbados □ 

Bulgarien ; ' ; 

Brasiiien □ 

Belarus ? □ 

Kanada □ 

CH und LI Schweiz und Liechtenstein □ 

CN China ; □ 

Kuba ,. . □ 

Tschechische Republik □ 

Deutschland CD 

Danemark O 

Estland □ 

Spanien . : . . . . CI 


CU 
CZ 
DE 
DK 
EE 
ES 
FT 
GB 
GE 
GH 


□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Ungarn □ 

□ 
□ 


Finnland 

Vereinigtes KSnigreich- 

Georgien 

Ghana 

GM Gambia 

GW Guinea-Bissau 

HR Kroatien 
HU 
ID 
IL 
IS 
JP 
KE 
KG 
KP 


Indonesien 

Israel 

Island 

Japan , 

Kenia 

Kirgisistan 

Demokratische Volksrepublik Korea 


MD Republik Moldau 

MG Madagaskar 

MK Die ehemalige jugoslawtsche Republik 

Mazedonien 

MN Mongolei 

MW Malawi 

MX Mexiko . 

NO Norwegen 

NZ Neuseeland 

PL Polen 

PT Portugal 

RO Rumanien 

RU Russische Federation 

SD Sudan 
SE. Schweden 
SG Singapur 

SI Slowenien 

SK Slowakei 

SL Sierra Leone 

TJ Tadschikistan 

TM Turkmenistan 1 . . . . 

TR Turkei , 

TT Trinidad und Tobago 

UA Ukraine 

UG Uganda 

US Vereinigte Staaten von Amerika 


□ 
□ 
□ 
□ 


UZ 
VN 
YU 
ZW 


Usbekistan 
Vietnam . . 
Jugoslawien 
Simbabwe . 


KR 
KZ 
LC 
LK 
LR 


Republik Korea 
Kasachstan 
Saint Lucia 
Sri Lanka 
Liberia 


Kastchen fur die Bestimmung von Staaten (fiir die Zwecke eines 
national en Patents), die dem PCT nach der VeroTfentlichung 
dieses Formblatts beigetreten sind: 

□ 

□ 


ErklSrung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen: Zusfitzlich zu den oben genannten Bestimmungen nimnit der Anmelder nach 
Regel 4.9 Absatz b auch alle anderen nach dem PCT zulassigen Bestimmungen vor mit Ausnahme der im Zusatzfeld genannten 
Bestimmungen, die von dieser Erklarung ausgenommeh sind. Der Anmelder erklart, daB diese zusatziichen Bestimmungen unter 
dem Vorbchalt einer Bestatigung stehen undjede zusatzliche Bestimmung, die vor Ablauf von 15 Monaten ab dem Prioritatsdatum 
nicht bestStigt wurde, nach Ablauf dieser Frist als vom Anmelder zuriickgenommen gilt (Die Bestdtigung einer Bestimmung 
erfolgt durch die Einreichung einer Mitteilung, in der diese Bestimmung angegeben wird und die Zahlung der Bestimmungs- und 
der Best&igungsgebuhr. Die Bestdtigung mufi beim Anmeldeamt innernalb der Frist von 15 Monaten eingehen.) 


FormblartPCT/RO/IOI (Blatt 2) (Juli 1998) 


Siehe Anmerkungen zu. diesem Antragsformula. 


Feld Nr. VI PRIORITATS 


Anmeldedatum 
der fruheren Anmeldung 
(T ag/Monat/Jahr) 


^^^^^ A Utonv 


Start Nr. . ^ 


Aktenzeichen . 
der fruheren Anmeldung 


' I I WeiterePi^^«ansprQche sind im Zusatzfeld angegeben. 


1st die frQhere Anmeldung eine: 


nationale Anmeldung: 
Staat 


regionaie Anmeldung:* 
regionales Ami 


intemationale Anmeldung 
Anmeldeamt 


Zeile(I) 

29. 09. 1999 

29. Septerter 1999 


199 46 594.0 


EE 


Zeile (2) 


Zeile (3) 


| | Das Anmeldeamt wird ersucht, eine beglaubigte Abschrtft der oben in der (den) Zeile(n) 

bezeichneten fruheren Anmeldung(en) zu erstellen und dem internationalen BQro zu Qbermitteln (nur falls die fruhere Anmeldung(en) bei 
dem Ami eingereichi worden ist(sind), das fur die Zwecke dieser internationalen Anmeldung Anmeldeamt ist) 
* Falls es sich bei der fruheren Anmeldung urn eine A RJPO r Anmeldung handelt, so mufi in dem Zusatzfeld mindestens ein Staat angegeben werden, der 
Mitgliedstaat der Pariser Verbandsubereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums ist und fur den die fruhere Anmeldung eingereichi wurde. 


Feld Nr. VII INTERNATIONALE RECHERCHENBEHORDE 


Wahl der internationalen Recherchenbehdrde (ISA) 
(falls zwei oder mehr als zwei international Recherchen- 
beh6rden for die Ausfuhrung der internationalen Recherche 
zustdndig sind. geben Sie die von Ihnen gewahlte Beh&rde an: 
der Zweibuchstaben-Code kann benutzt werden) 

ISA/EP 


A nt rag auf Nutzung der Ergebnisse ciner fruheren Recherche; Bezugnabme auf diese 
frQhere Recherche (falls eine fruhere Recherche bei der internationalen Recherchenbeh6rde 
beantragt oder von ihr durchgefuhrt worden ist): 


Datum (Tag/Monat/Jahr) 


Aktenzeichen 


Staat (oder regionales Amt) 


Feld Nr. VIII KONTROLLISTE; EINREICHUNGSSPRACHE 


Diese intemationale Anmeldung enthalt 
die folgende Anzahl von Blattern: 

Antrag 

; 4 

Beschreibung (ohne 
Sequenzprotokollteil) 

2 

Anspruche 

: 1 

Zusammenfassung 

: 1 

Zeichnungen 

: 2 

Sequenzprotokollteil 
der Beschreibung 


Blattzahl insgesamt 

: 10 


Dieser internationalen Anmeldung liegen die nachstehend angekreuzten Unterlagen bei: 

1. Eel Blatt fur die Gebuhrenberechnung 

2. □ Gesonderte unterzeichnete Vollmacht 

3. Kopie der allgemeihen Vollmacht; Aktenzeichen (falls vorhanden): 

4. □ Begrundung fur das Fehlen einer Unterschrift 

5. g] Prioritatsbeleg(e), in Feld Nr. VI durch 

folgende Zeilennummer gekennzeichnet: 

6. □ Ubersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache: 

7. Q Gesonderte Angaben zu hinterlegten Miknx>rganismen oder anderem biblogischen Material 

8. □ Protokoll der Nucleotid- und/oder Aminosauresequenzen in computerlesbarer Form 

9. El Sonstige {einzeln auffuhren): ^fe^redr^^mgSSC31©dc 


Abbildung der Zeichnungen, die 
mit der Zusammenfassun" 
verOffentlicht werden soil (Nr.): 

Sprache, in der die 
intemationale Anmeldung 
eineereicht wird: 

Feld Nr. IX UNTERSCHRIFT DES ANMELDERS ODER DES ANWALTS 


Der Namejeder unterzeichnenden Person ist neben der Unterschrift zu wiederholen, undes ist anzugeberu sofern sich dies nicht eindeutig 
aus dem Antrag ergibt, in welcher Eigenschaft die Person unterzeichnet 

C&rl Zeiss Joia Gn±H 



Hdlger: N 
\fc01iracht 32894 


(EcfinSer) 


(EcQn3er) 


RcOand 9CHELER 
(Erf infer) 



i. Datum des tatsachlichen Eingangs dieser 
internationalen Anmeldung: 

2. Zeichnungen 
| — | einge- 
1 1 gangen: 

1 — 1 nicht ein- 
I — 1 gegangen: 

3. Geandertes Eingangsdatum aufgrund nachtragiich, jedoch 
fristgerecht eingegangener Unterlagen oder Zeichnungen 
zur VervoUstandigung dieser internationalen Anmeldung: 

4. Datum des fristgerechten Eingangs der angeforderten 
Richtigstellungen nach Ariikel 1 1(2) PCT: 

5. Internationale Recherchenbehdrde 

(falls zwei oder mehr zustdndig sind) : ISA'/ 

6. ri Oberrnittlungdes Recherchenexemplars bis zur 
1 — 1 Zahlung der llecherchengebQhr aufgeschpben 


Datum des Eingangs des Aktenexemplars 
beim Internationalen BQro: 


• Vom Internationalen BQro auszufilllen . 


Formbiatt PCT/RO/101 (letztes Blatt) (Juli 1998) 


Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular 
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Die Erfindung betrifft die Einkopplung von gepulster Laserstrahlung in ein 
Mikroskop vorzugsweise fur die Qualitatskontrolle und Defektklassifikation von 
Masken fur die Halbleiterherstellung. 

Das zu prufende Objekt wird vorteilhaft bei einer Bildaufnahme mit mehreren 
Laserpulsen beaufschlagt. 

Hierbei konnen innerhalb eines oder weniger Pulse bereits 
Intensitatsmodulationen des Laserprofiles von bis zu 40 % auftreten, die die 
Auswertung beeintrachtigen. 

Fig.1 zeigtein Gesamtschema eines Inspektionsgerates, bestehend aus 
einem Lasermodul LM mit einem gepulsten UV- Laser , einem 
Ubertragungsport UP einem Mikroskop Ml mit einem Objektiv O und einem 
Scanningtisch ST, 

einer CCD- Kamera KA, einem Bildschirm BS und einem Mikroskopcontroler 
MC. 

In Fig. 2a und 2b ist eine Einkoppeleinheit UP fur den Laserstrahl in das 
Mikroskop Ml dargestellt. 

Das Laserlicht gelangt uber Umlenkspiegel U1, U2 auf eine erste rotierende 
Streuscheibe S1 und von dieser auf eine zweite , vorzugsweise 
entgegengesetzt rotierende zweite Streuscheibe S2 sowie uber eine Linse L zur 
Strahlaufweitung und eine Blende B in den nicht dargestellten 
Mikroskopstrahlengang uber Eingang E in Fig.1 und beleuchtet das zu 
prufende Objekt. 

Durch die mindestens eine Streuscheibe wird das Laserprofil geebnet 

Die Streuscheibe rotiert mit einer Geschwindigkeit, die gegenuber dem Abstand 

zwischen zwei Laserpulsen relativ gering ist. 

Das bedeutet, daft fur die Dauer eines Laserpulses von beispielsweise 10 ns 
die Streuscheibe quasi stillsteht , sich aber in dem Zeitraum zwischen zwei 
Laserpulsen 

1 



( Wiederholfrequenz z.B. 200 Hz ) etwas weiterbewegt, bevor der nachste 
Laserpuls erfolgt. 

Das hat den Vorteil, daft die Granulierung Oder Kornigkeit der Streuscheibe 
hierdurch ausgemittelt wird und zudem auch die Granulierung , die durch die 
Koharenz der Laserstrahlung verursacht wird (speckle), ausgemittelt wird. 

Das bedeutet eine Verringerung des Rauschens und Kontrasterhohung im Bild 
und somit eine Verbesserung der Bildqualitat. 

Die GroBenordnung der Drehgeschwindigkeit der Streuscheibe kann dabei im 
einfach zu realisierenden Bereich von ca. 1 Umdrehung pro Sekunde ( 
Geschwindigkeit im cm/ s Bereich) liegen, urn bei einer angenommenen 
KornungsgroBe von 0,1 mm zu erreichen, daft mindestens eine Verschiebung 
urn eine Kornungsgrofte zwischen zwei Pulsen erfolgt. 

Der Homogenisierungseffekt wird durch eine zweite in entgegengesetzter 
Richtung rotierende Streuscheibe noch verstarkt. 

Als Streuscheiben konnen neben granulierten( geatzt oder gestrahlt) auch 
holographisch hergestellte Scheiben verwendet werden. 
Auch CGH ( computergenerierte Hologramme ) konnen zur Homogenisierung 
eingesetzt werden. 
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Patentanspruche 

1. 

Mikroskop, vorzugsweise zur Inspektion bei der Halbleiterfertigung, mit einem 

gepulsten Laser zur Beleuchtung, vorzugsweise im UV- Bereich, wobei dem 

Laser zur Homogenisierung der Beleuchtung mindestens eine rotierende 

Streuscheibe 

nachgeordnet ist. 

2. 

Mikroskop nach Anspruch 1, mit zwei direkt oder indirekt hintereinander im 
Beleuchtungsstrahlengang angeordneten entgegengesetzt rotierenden 
Streuscheiben 

Mikroskop nach einem der vorangehenden Anspruche ,wobei die Streuscheibe 
granuliert oder holografisch erzeugt ausgebildet sind. 
4. 

Mikroskop nach einem der vorangehenden Anspruche, mit einer 
Grofienordnung der Drehgeschwindigkeit mindestens so, daft zwischen zwei 
Laserpulsen eine Drehung um mindestens eine Kornungsgrofie und/ oder 
Auflosungsgrenze einer holografisch erzeugten Struktur oder einer 
Strukturlange erfolgt. 

5. 

) Mikroskop nach einem der vorangehenden Anspruche, mit einer 

Laserwellenlange der Beleuchtung , die der Wellenlange der Beleuchtung bei 
der Halbleiterherstellung im wesentlichen entspricht , vorzugsweise im Bereich 
1 93 nm oder 248 nm oder 266 nm oder 366nm , jeweils mit einer Toleranz von 
+/- 2nrn. 
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Zusammenfassung 

Mikroskop, vorzugsweise zur Inspektion bei der Halbleiterfertigung, mit einem 
gepulsten Laser zur Beleuchtung, vorzugsweise im UV- Bereich, wobei dem 
Laser zur Homogenisierung der Beleuchtung mindestens eine rotierende 
Streuscheibe 

nachgeordnet ist, vorzugsweise mit zwei direkt oder indirekt hintereinander im 
Beleuchtungsstrahlengang angeordneten entgegengesetzt rotierenden 
Streuscheiben. 
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(26) Veroffentlichungssprache: 
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Mit Internationale m Recherchenbericht 

[Fortsetzung auf der nachsten Seite] 


(54) Title: MICROSCOPE, ESPECIALLY MICROSCOPE USED FOR INSPECTION EN SEMICONDUCTOR MANUFACTURE 
(54) Bezeichnung; MKROSKOP, VORZUGSWEISE ZUR INSPECTION BEI DER HALB LETTERFERTIGUNG 


O 

ON 
O 



o 


(57) Abstract: The invention relates to a microscope, especially a microscope that is used for inspection in semiconductor manu- 
facture. The inventive microscope comprises a pulsed laser for the purpose of il hrminari nn, preferably in the UV range. At least one 
rotating diffusion disk is disposed downstream of the laser so as to homogenize the illumination. Preferably, two rotating diffusion 
disks of opposite rotational sense are disposed in the illumination beam path either directly or indirectly one behind the other. 

[Fortsetzung auf der nachsten Seite] 
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Vor Ablauf der fur Anderungen der Anspruche geltenden Zur Erklarung der Zweibuchstaben-Codes. und der anderen 
Frist; Veroffent lie hung wird wiederholt, falls Anderungen Abkurzungen wird auf die Erklarungen ("Guidance Notes on 
eintreffen. Codes and A bbreviations ") am A nfang jeder reguldren A usgabe 

der PCT -Gazette verwiesen. 


(57) Zosammenfassuag: Mikroskop, vorzugsweise zur Inspection bed der Halbleiterfertigung, mit einem gepulsten Laser zur Be- 
leuchtung, vorzugsweise im UV- Bereich, wobei dem Laser zur Homogenisierung der Beleuchtung mindestens eine rotierende 
Streuscheibe nachgeordnet ist, vorzugsweise mit zwei direkt oder indirekt hintereinander im RM^irfrtiingggtrahign g an g angeordne- 
ten entgegengesetzt rotiereaden Streuscheiben. 
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Mikroskop, vorzugsweise zur Inspektion bei cler Halbleiterfertigung 

Die Erfindung betrifft die Einkopplung von gepulster Laserstrahlung in ein 
Mikroskop vorzugsweise fur die Qualitatskontrolie und Defektklassifikation von 
Masken fur die Halbleiterhersteliung. 

Das zu prtifende Objekt wird vorteiihaft bei einer Bildaufnahme mit mehreren 
Laserpulsen beaufschlagt. 

Hierbei konnen innerhalb eines oder weniger Pulse bereits 
Intensitatsmodulationen des Laserprofiles von bis zu 40 % auftreten, die die 
Auswertung beeintrachtigen. 

Fig.1 zeigt ein Gesamtschema eines Inspektionsgerates, bestehend aus 
einem Lasermodul LM mit einem gepulsten UV- Laser , einem 
Obertragungsport UP einem Mikroskop Ml mit einem Objektiv O und einem 
Scanningtisch ST, 

einer CCD- Kamera KA, einem Bildschirm BS und einem Mikroskopcontroler 
MC. 

In Fig. 2a und 2b ist eine Einkoppeleinheit UP fur den Laserstrahl in das 
Mikroskop Ml dargestellt. 


Streuscheibe S1 und von dieser auf eine zweite , vorzugsweise 
entgegengesetzt rotierende zweite Streuscheibe S2 sowie uber eine Linse L zur 
Strahlaufweitung und eine Blende B in den nicht dargestellten 
Mikroskopstrahlengang uber Eingang E in Fig.l und beleuchtet das zu 
prtifende Objekt. 

Durch die mindestens eine Streuscheibe wird das Laserprofil geebnet 

Die Streuscheibe rotiert mit einer Geschwindigkeit, die gegenuber dem Abstand 

zwischen zwei Laserpulsen relativ gering ist. 

Das bedeutet, daR fur die Dauer eines Laserpulses von beispielsweise 10 ns 
die Streuscheibe quasi stillsteht , sich aber in dem Zeitraum zwischen zwei 
Laserpulsen 


Das Laserlicht gelangt uber Umlenkspiegel U1, U2 auf eine erste rotierende 
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( Wiederholfrequenz z.B. 200 Hz ) etwas weiterbewegt, bevor der nachste 
Laserpuls erfolgt. 

Das hat den Vorteil, daft die Granulierung oder Kornigkeit der Streuscheibe 
hierdurch ausgemittelt wird und zudem auch die Granulierung , die durch die 
Koharenz der Laserstrahlung verursacht wird (speckle), ausgemittelt wird. 

Das bedeutet eine Verringerung des Rauschens und Kontrasterhohung im Bild 
und somit eine Verbesserung der Bildqualitat. 

Die Groftenordnung der Drehgeschwindigkeit der Streuscheibe kann dabei im 
einfach zu realisierenden Bereich von ca. 1 Umdrehung pro Sekunde ( 
Geschwindigkeit im cm/ s Bereich) liegen, urn bei einer angenommenen 
Kornungsgrolie von 0,1 mm zu erreichen, dali mindestens eine Verschiebung 
um eine Kornungsgrofte zwischen zwei Pulsen erfolgt. 

Der Homogenisierungseffekt wird durch eine zweite in entgegengesetzter 
Richtung rotierende Streuscheibe noch verstarkt. 

Als Streuscheiben konnen neben granulierten( geatzt oder gestrahlt) auch 
holographisch hergestellte Scheiben verwendet werden. 
Auch CGH ( computergenerierte Hologramme ) kfinnen zur Homogenisierung 
eingesetzt werden. 
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Patentanspruche 
1. 

Mikroskop, vorzugsweise zur Inspektion bei der Halbleiterfertigung, mit einem 

gepulsten Laser zur Beleuchtung, vorzugsweise im UV- Bereich, wobei dem 

Laser zur Homogenisierung der Beleuchtung mindestens eine rotierende 

Streuscheibe 

nachgeordnet ist. 

2. 

Mikroskop nach Anspruch 1 , mit zwei direkt oder indirekt hintereinander im 
Beleuchtungsstrahiengang angeordneten entgegengesetzt rotierenden 
Streuscheiben 
3. 

Mikroskop nach einem der vorangehenden Anspruche ,wobei die Streuscheibe 
granuliert oder holografisch erzeugt ausgebildet sind. 
4. 

Mikroskop nach einem der vorangehenden Anspruche, mit einer 
Grofienordnung der Drehgeschwindigkeit mindestens so, daft zwischen zwei 
Laserpulsen eine Drehung um mindestens eine Kornungsgrofie und/ oder 
Auflosungsgrenze einer holografisch erzeugten Struktur oder einer 
Strukturlange erfofgt. 


Laserwellenlange der Beleuchtung , die der Welleniange der Beleuchtung bei 
der Halbleiterherstellung im wesentlichen entspricht , vorzugsweise im Bereich 
193 nm oder 248 nm oder 266 nm oder 366nm , jeweils mit einer Toleranz von 
+/- 2nm. 


5. 


Mikroskop nach einem der vorangehenden Anspruche, mit einer 
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Fig.2b 
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Mikroskop, vorzugsweise zur Inspektion bei der Halbleiterfertigung 

Die Erfindung betrifft die Einkopplung von gepulster Laserstrahlung in ein 
Mikroskop vorzugsweise fOr die Qualitatskontrolle und Defektklassifikation von 
Masken fur die Halbleiterherstellung. 

Das zu priifende Objekt wird vorteilhaft bei einer Bildaufnahme mit mehreren 
Laserpulsen beaufschlagt. 

Hierbei kdnnen innerhalb eines oder weniger Pulse bereits 
Intensitatsmodulationen des Laserprofiles von bis zu 40 % auftreten, die die 
Auswertung beeintrachtigen. 

Fig.1 zeigtein Gesamtschema eines InspektionsgerStes, bestehend aus 
einem Lasermodul LM mit einem gepulsten UV- Laser , einem 
Obertragungsport UP einem Mikroskop Ml mit einem Objektiv O und einem 
Scanningtisch ST, 

einer CCD- Kamera KA, einem Bildschirm BS und einem Mikroskopcontroler 
MC. 

In Fig. 2a und 2b ist eine Einkoppeleinheit UP filr den Laserstrahl in das 
Mikroskop Ml dargesteilt. 

Das Laserlicht gelangt iiber Umlenkspiegel U1, U2 auf eine erste rotierende 
Streuscheibe S1 und von dieser auf eine zweite , vorzugsweise 
entgegengesetzt rotierende zweite Streuscheibe S2 sowie uber eine Linse L zur 
Strahlaufweitung und eine Blende B in den nicht dargestellten 
Mikroskopstrahlengang iiber Eingang E in Fig.1 und beleuchtet das zu 
prQfende Objekt. 

Durch die mindestens eine Streuscheibe wird das Laserprofil geebnet 

Die Streuscheibe rotiert mit einer Geschwindigkeit, die gegenOber dem Abstand 

zwischen zwei Laserpulsen relativ gering ist. 

Das bedeutet, daft fur die Dauer eines Laserpulses von beispielsweise 10 ns 
die Streuscheibe quasi stillsteht , sich aber in dem Zeitraum zwischen zwei 
Laserpulsen 
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( Wiederholfrequenz z.B. 200 Hz ) etwas weiterbewegt, bevor der nachste 
Laserpuls erfolgt. 

Das hat den Vorteil, da& die Granulierung oder Kornigkeit der Streuscheibe 
hierdurch ausgemittelt wird und zudem auch die Granulierung , die durch die 
Koharenz der Laserstrahlung verursacht wird (speckle), ausgemittelt wird. 

Das bedeutet eine Verringerung des Rauschens und Kontrasterhohung im Bild 
und somit eine Verbesserung der Bildqualitat. 

Die GrolSenordnung der Drehgeschwindigkeit der Streuscheibe kann dabei im 
einfach zu realisierenden Bereich von ca. 1 Umdrehung pro Sekunde ( 
Geschwindigkeit im cm/ s Bereich) liegen, urn bei einer angenommenen 
K6rnungsgr6Be von 0,1 mm zu erreichen, dali mindestens eine Verschiebung 
urn eine Kdrnungsgrdlie zwischen zwei Pulsen erfolgt. 

Der Homogenisierungseffekt wird durch eine zweite in entgegengesetzter 

Richtung rotierende Streuscheibe noch verstarkt. 

Als Streuscheiben kdnnen neben granulierten( geatzt oder gestrahlt) auch 

holographisch hergestellte Scheiben verwendet werden. 

Auch CGH ( computergenerierte Hologramme ) kdnnen zur Homogenisierung 

eingesetzt werden. 
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Patentanspruche 

1. 

Mikroskop, vorzugsweise zur Inspektion bei der Halbleiterfertigung, mit einem 

gepulsten Laser zur Beleuchtung, vorzugsweise im UV- Bereich, wobei dem 

Laser zur Homogenisierung der Beleuchtung mindestens eine rotierende 

Streuscheibe 

nachgeordnet ist. 

2. 

Mikroskop nach Anspruch 1, mit zwei direkt oder indirekt hintereinander im 
Beleuchtungsstrahlengang angeordneten entgegengesetzt rotierenden 
Streuscheiben 
3. 

Mikroskop nach einem der vorangehenden Anspruche ,wobei die Streuscheibe 
granuliert oder holografisch erzeugt ausgebildet sind. 
4. 

Mikroskop nach einem der vorangehenden Anspruche, mit einer 
GroBenordnung der Drehgeschwindigkeit mindestens so, dali zwischen zwei 
Laserpulsen eine Drehung urn mindestens eine KornungsgroBe und/ oder 
Auflosungsgrenze einer holografisch erzeugten Struktur oder einer 
Strukturlange erfolgt. 

5. 

Mikroskop nach einem der vorangehenden Anspruche, mit einer 
Laserwellenlange der Beleuchtung , die der Wellenlange der Beleuchtung bei 
der Halbleiterherstellung im wesentlichen entspricht , vorzugsweise im Bereich 
193 nm oder 248 nm oder 266 nm oder 366nm , jeweils mit einer Toleranz von 
+/- 2nm. 
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